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""‘g'\ Optica. Esta interferéncia € devida principalmente ao retroguiamento optico
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INS/10:30/58t | ,\ <icrpMa DE OTDR COM ALTA RESOLUGAO ESPACIAL - Telma Vinhas
Cardoso e C.H. Brito Cruz - Instituto de Fisica, UNICAMP, Campinas, S.P.
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A Rafletometria Optica ao Dominio do Tespo (OTDR) & uma das mais bem esta
belecidas técnicas para a caracterizagao de fibras Gpticas. Baseada no fato
de que 8 luz, a0 percorrer um meio com descontinuidades no indice de refragao,
é retroespaihada, ests técnica permite determinar, por exemplo, a atenuagao
eo longo de uma fibra, assim como a atenuacao total e, em sistemas de cn-pé,
1cellizlr-qucbr-| em cabos de fibras. A resolucaso espacial (RE), entendida co
@0 a dist@ncia minima entre defeitos tal que suas reflexces sejam distingui-
veis, @ & sensitividade (medida do menor descasamento em indice de refracgao
que pode ser detectado) caracterizam um sistema de OTDR. A RE depende da dura
qéo temporal do pulso propagante e do tempo de resposta do sistema de detec-
gao. O sistema de OTDR que desenvolvemos emprega pulsos de um laser de Nd:YAG]
a 1.06um, comprimidos temporalmente atraves de um esquema fibra-par de grades
de diSYIQIo de 100 ps para -Zps. A RE correspondente, no vidro, a um pulso de
2 pes @ de 200 um. Atuando-se sobre as caracteristicas do sistema compressor,
pode-se expandir a faixa da RE de ~70 & 500 ums. Os sinais retroespalhados sao
detectados pela técnica de auto-correlagao na frequencia do 29 harmonico.
Apresentamos resultados odbtidos na caracterizacao de dispositivos feitos de
gibras opticas, com resclugoes espaciais sub-milimectricas.
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Sistema de comunicacio bidirecional por fibra Sptica &€ um método alternativo
e economicamente viavel para duplicar a capacidade de transmissao de enlaces
dpticos. Porém, este método é limitado pela interferéncia no fotodetetor, in
troduzida pelo envio simultidneo e bidirecional da informacao pela portadora

)imposto pelo espalhamento Rayleigh. Medidas de taxas de erro (BER) versus
comprimento do enlace indicam que enlaces bidirecionais a 34 Mbit/s operando
com fibra multimodo em 0.85 microns podem ser instalados respeitando os pa-
drdes do Sistema Telebras. Neste trabalho sdo analisados os efeitos do retrg
guiamento Rayleigh sobre a degradacao da sensitividade de um fotodetetor de
avalanche (silicio). Os resultados experimentais sao interpretados Yor um mQ
delo estatistico baseado no ruido quantico gerado pela potencia Rayleigh so-
bre o detetor.

Apoio: CPgD/Telebras - FAPESP
* Também no Dep. Eletricidade - EESC/USP - S.Carlos - SP.
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A deposicdo de filmes dielétricos, formando camadas anti-refletoras (A.R.) so
bre as facetas terminais de lasers semicondutores em heteroestrutura e um dos
processos chave na obtencao de Amplificadores Oticos de Onda Caminhante (AOOC
de baixo ruido e alta poténcia. O papel destas camadas A.R. € reduzir a reali
mentacao otica do interior da camada ativa da heteroestrutura destruzqdo as—
sim a cavidade ressonante do dispositivo. Niveis de refletividade abaixo ge
10-3 sdo necessarios para se obter um ganho otico de 20dB para uma potencia
maxima de saturacio na saida em torno de 0 dBm. A deposicao dis camadas A.R.
foi realizada através de evaporagao térmica em alto vacuo (10"®mbar) de mono-
xido de silicio (SiO,). O indice de refragao da camada e controlado atraves
da pressao parcial de 0, RO interior da camara de eyaporacao. A gaxa de cres-
cimento e espessura do ;ilme sio monitorados pelo método convencional baseado
na variacgao da frejuéncia de vibracao de um cristal de guartzo. A espessura
final e indice de refracio da camada depositada sao inferidos por medidas
elipsométricas convencionais. O objetivo deste trabalho & apresentar os pri-
meiros resultadcs experimentais obtidos e discuti-los com base na mgdelagem
tedrica ja estabelecida. Alguns resultados iniciais da caracterizacao de ga-
nho &tico dos dispositivos fabricados deverao vir a ser apresentados.

Apoio: CPgD/Telerras - FAPESP
* Também no Dep. Eletricidade - EESC/USP - Sao Carlos - SP.
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